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¢Qué es TEM?
¢Qué tipo de resultados podemos obtener?
¢Qué tipos de microscopios electrénicos podemos utilizar?

¢Qué estudios realizamos?

¢Qué mds podemos aprender?




¢Qué es TEM?

La informacidn espacial es local del tamafio del haz de electrones. 10nm-4A
Las muestras deben ser finas y pequeiias. 3mm diametro 100nm grosor.
Dificultad en la cuantificacion.

Algunas materiales son sensibles al haz electronico o se altera su estructura.

www.quantummadesimple.com




Analytical Resolution versus Detection Limit
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Typical Analysis Depths for Techniques
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¢Qué tipo de resultados podemos obtener?

incident electron beam
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Contraste por diferencias en el grosor o la densidad del material observado

Contraste por la estructura cristalina o la orientacidn

Contraste por diferencias en el nimero atémico del material

Contraste de fase por la perdida de energia de los electrones
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Tipos de detectores STEM
Dark field anular,

Bright field

HAADF

Sonda de electrones barriendo

Muestra

Figura 13.14. @) Imagen TEM BF del catalizador SBA135 con particulas de Co y b) micrografia
STEM-HAADF de la misma zona.

Isabel Diaz & Laura Pascual . ICP-CSIC
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¢Qué tipos de microscopios electronicos podemos utilizar?

TABLA 13.1. LONGITUDES DE ONDA DEL ELECTRON CUANDO ESTA SOMETIDO
A DIFERENTES YOLTAJES DE ACELERACION

kV 100 200 300 400
L(A) 0,0370 0,0251 0,0197 0,0164
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Comparing the Electron
Sources

TABLE 5.1 Characteristics of the Principal Electron Sources

Units Tungsten LaBg Schottky FEG Cold FEG

Work function, @ eV 45 2.4 3.0 45
Richardson’s constant A/mPK? 6 x 10° 4 x 10°

Operating temperature K 2700 1700 1700 300
Current density (at 100 kV) A/m? 5 10 10° 10°
Crossover size nm >10° 10* 15 3
Brightness (at 100 kV) 10'° 5% 10" 5x 10" 10'°
Energy spread (at 100 kV) eV 3 1.5 0.7 0.3
Emission current stability <1 <1 <1 5
Vacuum Pa 107" 107 1072 10°°
Lifetime hr 100 >5000
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Otros equipamientos:

CRIOTEM
LV STEM

In situ/ environmental STEM

STEM Tomography

Aberration corrected TEM




¢Qué estudios realizamos?
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Se asume una estructura, se simulala imagen y se observa como se ajusta a la
imagen experimental, de forma que modificando la estructura original propuesta y
repitiendo el proceso se puede llegar a un fino ajuste de la estructura a partir de |a
comparacion de imagenes simuladas y experimentales
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¢Qué mds podemos aprender?
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